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요약

검사 장치는, 게이트 라인, 데이터 라인 및 게이트 라인과 데이터 라인에 연결된 화소로 이루어져 영상을 표시하기 위

한 액정표시패널에 집적되어 게이트 라인에 게이트 구동신호를 출력하는 게이트 구동부를 검사한다. 검사 장치는 게

이트 라인과 전기적으로 연결되어 게이트 구동신호를 수신하는 패드부 및 패드부와 전기적으로 연결되어 게이트 구

동신호를 수신하고 게이트 구동신호에 응답하여 게이트 구동부의 동작 상태를 나타내는 상태신호를 출력하는 검사부

로 이루어진다. 따라서, 검사 장치는 게이트 구동부 동작 상태를 검사할 수 있다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 검사 장치를 나타낸 블록도이다.

도 2는 도 1에 도시된 패드부를 구체적으로 나타낸 도면이다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 검사 장치를 나타낸 블록도이다.

도 4는 도 3에 도시된 신호 선택부를 구체적으로 나타낸 회로도이다.

도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 검사 장치를 나타낸 도면이다.

도 6은 도 5의 B 부분의 확대도이다.
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<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

100 : 액정표시패널 200 : 검사 장치

300 : TCP 400 : 인쇄회로기판

GDP : 게이트 구동부 DDP : 데이터 구동부

PP : 패드부 DP : 표시부

IP : 검사부 GL : 게이트 라인

DL : 데이터 라인

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 검사 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 게이트 구동부 동작 상태를 검사할 수 있는 검사 장치에 관한 

것이다.

액정표시장치는 영상을 표시하는 액정표시패널, 액정표시패널을 구동하기 위한 게이트 및 데이터 구동부를 포함한다.

액정표시패널은 제1 방향으로 연장된 데이터 라인, 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로 연장된 게이트 라인, 게이트 

라인과 데이터 라인에 의해 정의되는 영역에서 게이트 및 데이터 라인에 연결된 화소를 포함한다. 화소는 박막 트랜

지스터(Thin Film Transistor; 이하, TFT) 및 TFT와 연결된 액정 커패시터로 이루어진다.

게이트 구동부는 게이트 라인에 연결되어 게이트 구동신호를 출력하고, 데이터 구동부는 데이터 라인에 연결되어 데

이터 신호를 출력한다. 일반적으로, 게이트 및 데이터 구동부는 칩 형태로 액정표시패널 상에 실장되거나 테이프 캐

리터 패키지(Tape Carrier Package; 이하, TCP)에 실장되어 액정표시패널과 전기적으로 연결된다.

게이트 구동부가 칩 형태로 구비될 경우, 게이트 구동부를 상기 액정표시패널 상에 실장하기 이전에 게이트 구동부의

동작 상태를 검사하는 공정이 선행된다. 여기서, 게이트 구동부는 상기 액정표시패널로부터 분리된 상태로 검사를 수

행할 수 있기 때문에 검사 공정이 상대적으로 수월해진다.

최근에, 게이트 구동부는 TFT와 동일한 공정을 통해 액정표시패널의 일측에 직접적으로 집적되고 있다. 따라서, 액

정표시패널에 집적된 게이트 구동부의 동작 상태를 검사할 수 있는 방안이 필요하다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 게이트 구동부의 동작 상태를 검사하기 위한 검사 장치를 제공한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 일 특징에 따른 검사 장치는 게이트 라인, 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인에 연결된 화소

로 이루어져 영상을 표시하기 위한 액정표시패널에 집적되어 상기 게이트 라인에 게이트 구동신호를 출력하는 게이

트 구동부를 검사한다.

상기 검사 장치는 패드부 및 검사부로 이루어진다. 상기 패드부는 상기 게이트 라인과 전기적으로 연결되어 상기 게

이트 구동신호를 수신하고, 상기 검사부는 상기 패드부와 전기적으로 연결되어 상기 게이트 구동신호를 수신하고 상
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기 게이트 구동신호에 응답하여 상기 게이트 구동부의 동작 상태를 나타내는 상태신호를 출력한다.

이러한 검사 장치에 따르면, 액정표시패널에 TFT와 동일한 공정을 통해 직접적으로 직접되어 있는 게이트 구동부에 

전기적으로 연결된 패드부를 구비함으로써 게이트 구동부의 동작 상태를 검사할 수 있다. 따라서, 액정표시장치의 전

체적인 수율을 향상시킬 수 있다.

이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 검사 장치를 나타낸 블록도이고, 도 2는 도 1에 도시된 패드부를 구체적으로 나타

낸 도면이다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 액정표시패널(100)은 영상을 표시하는 표시부(DP), 상기 표시부(DP)를 구동하기 위한 게

이트 구동부(GDP) 및 데이터 구동부(DDP)를 포함한다.

상기 표시부(DP)는 제1 방향(D1)으로 연장된 다수의 게이트 라인(GL), 상기 제1 방향(D1)과 직교하는 제2 방향(D2)

으로 연장된 데이터 라인(DL) 및 상기 데이터 라인(DL)과 게이트 라인(GL)에 연결된 화소로 이루어진다. 상기 화소

는 게이트 전극이 상기 게이트 라인(GL)에 연결되고, 소오스 전극이 상기 데이터 라인에 연결된 TFT(110) 및 상기 T

FT(110)의 드레인 전극에 연결된 액정 커패시터(Clc)를 구비한다.

상기 게이트 구동부(GDP)는 상기 TFT(110)와 동일한 공정을 통해 상기 표시부(PP)의 주변에서 상기 액정표시패널(

100)에 직접적으로 집적된다. 상기 게이트 구동부(GDP)는 상기 게이트 라인(GL)의 일단부에 연결되고 게이트 구동

신호를 상기 게이트 라인(GL)으로 출력한다. 상기 TFT(110)는 상기 게이트 구동신호에 응답하여 턴-온 또는 턴-오

프된다.

상기 데이터 구동부(DDP)는 칩 형태로 상기 액정표시패널(100) 상에 실장된다. 상기 데이터 구동부(DDP)는 상기 데

이터 라인(DL)의 일단부에 연결되고 데이터 신호를 상기 데이터 라인(DL)으로 출력한다. 따라서, 상기 게이트 구동신

호에 의해서 상기 TFT(110)가 턴-온되면, 상기 데이터 신호는 상기 TFT(110)를 거쳐서 상기 액정 커패시터(Clc)로 

제공된다.

상기 액정표시패널(100)에 집적된 상기 게이트 구동부(GDP)를 검사하기 위한 검사 장치(200)는 패드부(PP) 및 검사

부(IP)를 포함한다. 상기 검사 장치(200)는 상기 액정표시패널(100)이 완성된 직후 또는 검사 과정이 필요한 경우, 상

기 게이트 구동부(GDP)를 동작되고 있는 상태에서 상기 게이트 구동부(GDP)에 연결되어 동작 상태를 검사한다.

상기 패드부(PP)는 제1 및 제2 도전라인(CL1, CL2), 제1 및 제2 패드(CP1, CP2)로 이루어진다. 상기 제1 도전라인(

CL1)은 첫 번째 게이트 라인(GL1)에 전기적으로 연결되고, 상기 제1 패드(CP1)는 상기 제1 도전라인(CL1)으로부터

확장되어 상기 검사부(IP)와 전기적으로 연결된다. 상기 제2 도전라인(CL2)은 마지막 게이트 라인(GLn)에 전기적으

로 연결되고, 상기 제2 패드(CP2)는 상기 제2 도전라인(CL2)으로부터 확장되어 상기 검사부(IP)와 전기적으로 연결

된다. 여기서, 상기 패드부(PP)는 상기 액정표시패널(100)에 구비된다.

상기 제1 및 제2 도전라인(CL1, CL2)은 상기 액정표시패널(100)이 완성된 직후에는 절연층(미도시)을 사이에 두고 

상기 첫 번째 및 마지막 게이트 라인(GL1, GLn)과 각각 오버랩된다. 상기 게이트 구동부(GDP)의 검사 공정이 이루어

지기 직전에, 상기 제1 및 제2 도전라인(CL1, CL2)은 상기 첫 번째 및 마지막 게이트 라인(GL1, GLn)과 각각 전기적

으로 접속된다. 상기 제1 및 제2 도전라인(CL1, CL2)은 레이저 용접을 통해 상기 첫 번째 및 마지막 게이트 라인(GL

1, GLn)과 전기적으로 접속된다.

그러나, 상기 제1 및 제2 도전라인(CL1, CL2)은 상기 첫 번째 및 마지막 게이트 라인(GL1, GLn)으로부터 각각 연장

되어 상기 검사 공정 이전에 상기 레이저 용접 공정이 별도로 추가되지 않을 수 있다.

상기 제1 및 제2 패드(CP1, CP2)는 상기 제1 및 제2 도전라인(CL1, CL2)보다 각각 넓을 폭을 가짐으로서, 상기 검

사부(IP)에 연결된 단자와 용이하게 접속될 수 있다.

상기 검사부(IP)는 상기 패드부(PP)로부터 상기 게이트 구동신호를 수신하고 상기 게이트 구동신호에 응답하여 상기 

게이트 구동부(GDP)의 동작 상태를 나타내는 상태신호를 출력한다. 상기 검사부(IP)는 미리 설정된 정상 신호 범위내

에 상기 게이트 구동신호가 존재하는 가를 비교하여 상기 게이트 구동부(GDP)의 동작 상태를 판단한다.

이후, 상기 정상 신호범위내에 상기 게이트 구동신호가 존재하지 않는다는 판단 결과에 응답하여, 상기 검사부(IP)는 

상기 게이트 구동부(GDP)의 오동작을 상태를 나타내는 비정상 상태신호를 출력한다. 한편, 상기 정상 신호범위내에 

상기 게이트 구동신호가 존재한다는 판단 결과에 응답하여, 상기 검사부(IP)는 상기 게이트 구동부(GDP)의 정상 동작
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상태를 나타내는 정상 상태신호를 출력한다.

여기서, 상기 비정상 및 정상 상태신호는 검사자가 검사 결과를 육안으로 확인할 수 있도록 표시하는 표시신호이다.

도 2에 도시된 바와 같이, 상기 패드부(PP)는 상기 첫 번째 및 마지막 게이트 라인(GL1, Gln)에 연결된다. 상기 패드

부(PP)는 상기 게이트 구동부(GDP)의 동 작 상태를 검사할 수 있는 최소한의 게이트 라인에 연결됨으로써 상기 패드

부(PP)에 의해서 상기 액정표시패널(100)의 전체적인 사이즈가 증가되는 것을 방지할 수 있다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 검사 장치를 나타낸 블록도이고, 도 4는 도 3에 도시된 신호 선택부를 구체적으

로 나타낸 회로도이다.

도 3을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 검사 장치(200)는 패드부(PP), 검사부(IP) 및 신호 선택부(SP)를 구

비한다.

상기 신호 선택부(SP)는 제1 도전라인(CL1)과 상기 첫 번째 게이트 라인(GL1)과의 사이에 구비되어 상기 게이트 구

동신호와 다른 전압레벨을 갖는 신호(예를 들어, 정전기)가 상기 패드부(PP)를 통해 상기 첫 번째 게이트 라인(GL1)

으로 입력되는 것을 차단한다.

상기 신호 선택부(SP)는 NMOS 트랜지스터(NT)와 POMS 트랜지스터(PT)로 이루어진다. 상기 NMOS 트랜지스터(N

T)는 게이트와 소오스가 접지전압(VSS)에 공통으로 연결되고 드레인이 상기 제1 도전라인(CL1)에 연결된다. 상기 P

MOS 트랜지스터(PT)는 게이트와 드레인이 전원전압(VDD)에 연결되고 소오스가 상기 제1 도전라인(CL1)에 연결된

다.

정전기는 상기 접지전압(VSS) 및 전원전압(VDD)보다 높은 전압레벨을 가지지 때문에, 상기 제1 도전라인(CL1)으로

유입된 상기 정전기에 의해서 상기 NMOS 및 PMOS 트랜지스터(NT, PT)가 턴-온된다. 이로써, 상기 제1 도전라인(

CL1)의 전위는 상기 접지전압(VSS) 또는 전원전압(VDD)으로 다운된다.

이와 같이, 상기 정전기가 발생하더라도 상기 첫 번째 게이트 라인(GL1)으로 유입되기 이전에 접지전압(VSS) 또는 

전원전압(VDD)으로 다운됨으로써 상기 첫 번째 게이트 라인(GL1)이 상기 정전기에 의해서 손상되는 것을 방지할 수

있다.

도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 검사 장치를 나타낸 도면이고, 도 6은 도 5의 B 부분의 확대도이다.

도 5를 참조하면, 액정표시패널(100)은 영상을 표시하는 표시부(PP), 상기 표시부(PP)를 구동하기 위한 게이트 구동

부(GDP) 및 데이터 구동부(DDP)를 포함한다.

상기 게이트 구동부(GDP)는 상기 표시부(PP)의 주변에서 상기 액정표시패널(100)에 직접적으로 집적된다. 상기 게

이트 구동부(GDP)는 상기 게이트 라인(GL)의 일단부에 연결되고 게이트 구동신호를 상기 게이트 라인(GL)으로 출력

한다.

상기 데이터 구동부(DDP)는 칩 형태로 TCP(300)에 실장된다. 상기 TCP(300)의 제1 단부는 상기 액정표시패널(100

)에 전기적으로 접속되고 제2 단부는 인쇄회로기판(400)에 전기적으로 접속된다.

도 6에 도시된 바와 같이, 상기 TCP(300)는 베이스 필름(310), 상기 베이스 필름(310) 상에 장착된 칩 형태의 상기 

데이터 구동부(DDP), 상기 데이터 구동부(DDP)로부터 인출되고 입력단자(320) 및 출력단자(330)를 포함한다. 상기 

입력단자(320)는 상기 TCP(300)의 상기 제2 단부에 구비되어 상기 인쇄회로기판(400)으로부터 상기 데이터 신호를

입력받고, 상기 출력단자(330)는 상기 TCP(300)의 상 기 제1 단부에 구비되어 상기 액정표시패널(100)의 상기 데이

터 라인(DL)에 전기적으로 접속되어 상기 데이터 신호를 출력한다.

다시 도 5 및 도 6을 참조하면, 상기 액정표시패널(100)에 집적된 상기 게이트 구동부(GDP)를 검사하기 위한 검사 

장치(200)는 패드부 및 검사부(IP)를 포함한다.

상기 패드부는 제1 내지 제5 도전라인(CL1, CL2, CL3, CL4, CL5), 상기 제1 내지 제5 도전라인(CL1 ~ CL5)으로부

터 각각 확장되어 상기 검사부(IP)와 전기적으로 연결되기 위한 제1 내지 제5 패드(CP1, CP2, CP3, CP4, CP5)로 이

루어져 상기 게이트 구동신호를 수신한다.

도 5에서, 상기 제1 도전라인(CL1) 및 제1 패드(CP1)는 첫 번째 게이트 라인(GL1)의 제1 단과 전기적으로 연결되고,

상기 제2 도전라인(CL2) 및 제2 패드(CP2)는 상기 첫 번째 게이트 라인(GL1)의 제2 단과 전기적으로 연결된다. 또



공개특허 10-2004-0106911

- 5 -

한, 상기 제3 도전라인(CL3)과 제3 패드(CP3)는 두 번째 게이트 라인(GL2)의 제1 단과 전기적으로 연결되고, 상기 

제4 도전라인(CL4) 및 제4 패드(CP4)는 상기 두 번째 게이트 라인(GL2)의 제2 단과 전기적으로 연결된다. 상기 제5 

도전라인(CL5) 및 제5 패드(CP5)는 상기 마지막 게이트 라인(GLn)에 연결된다.

상기 제1 및 제3 도전라인(CL1, CL3)은 상기 첫 번째 및 두 번째 게이트 라인(GL1, GL2)의 제1 단으로부터 연장되

고, 상기 제1 및 제3 패드(CP1, CP3)는 상기 액정표시패널(100)의 단부에 구비된다. 상기 제5 도전라인(CL5)도 상기

마지막 게이트 라인(GLn)으로부터 연장되고 상기 제5 패드(CP5)는 상기 액정표시패널(100)의 단부에 구비된다.

한편, 상기 제2 및 제4 도전라인(CL2, CL4)은 상기 첫 번째 및 두 번째 게이트 라인(GL1, GL2)의 제2 단으로부터 상

기 TCP(300)를 통과하여 상기 인쇄회로기판(400)까지 연장된다. 따라서, 상기 제2 및 제4 패드(CP2, CP4)는 상기 

인쇄회로기판(400)에 구비된다.

상기 검사부(IP)는 상기 패드부로부터 상기 게이트 구동신호를 수신하고 상기 게이트 구동신호에 응답하여 상기 게이

트 구동부(GDP)의 동작 상태를 나타내는 상태신호를 출력한다.

또한, 상기 검사부(IP)는 상기 첫 번째 게이트 라인(GL1)의 제1 및 제2 단으로부터 출력된 상기 게이트 구동신호를 

비교하여 상기 첫 번째 게이트 라인(GL1)에서 발생하는 신호 지연을 측정한다. 또한, 상기 검사부(IP)는 상기 두 번째

게이트 라인(GL2)의 제1 및 제2 단으로부터 출력된 상기 게이트 구동신호를 비교하여 상기 두 번째 게이트 라인(GL

2)에서 발생하는 신호 지연을 측정한다.

따라서, 상기 검사 장치(200)는 상기 게이트 구동부(GDP)의 동작 상태를 검사할 뿐만 아니라, 상기 액정표시패널(10

0)에서 발생하는 신호 지연까지 측정할 수 있다.

발명의 효과

이와 같은 검사 장치에 따르면, 패드부는 게이트 구동부와 전기적으로 연결되어 게이트 구동신호를 수신하고, 검사부

는 게이트 구동신호에 응답하여 게이트 구동부의 동작 상태를 나타내는 상태신호를 출력한다.

따라서, 검사 장치는 액정표시패널에 TFT와 동일한 공정을 통해 직접적으로 직접되어 있는 게이트 구동부에 전기적

으로 연결되어 게이트 구동부의 동작 상태를 검사할 수 있다.

그로 인해서, 오동작되는 게이트 구동부가 액정표시장치에 채용되는 것을 사전에 방지할 수 있음으로써 액정표시장

치의 전체적인 수율을 향상시킬 수 있다.

이상 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발

명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있

을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
게이트 라인, 데이터 라인 및 상기 게이트 라인과 데이터 라인에 연결된 화소로 이루어져 영상을 표시하기 위한 액정

표시패널에 집적되어 상기 게이트 라인에 게이트 구동신호를 출력하는 게이트 구동부를 검사하기 위한 검사 장치에

서,

상기 게이트 라인과 전기적으로 연결되어 상기 게이트 구동신호를 수신하는 패드부; 및

상기 패드부와 전기적으로 연결되어 상기 게이트 구동신호를 수신하고 상기 게이트 구동신호에 응답하여 상기 게이

트 구동부의 동작 상태를 나타내는 상태신호를 출력하기 위한 검사부를 포함하는 것을 특징으로 하는 검사 장치.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 패드부는,

상기 게이트 라인에 전기적으로 연결된 도전라인; 및
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상기 도전라인으로부터 확장되어 상기 검사부와 전기적으로 연결되기 위한 패드를 포함하는 것을 특징으로 하는 검

사 장치.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 패드부는 상기 게이트 라인의 양단부에 연결되어 상기 양단부에서의 상기 게이트 구동신호를 

상기 검사부로 전송하고,

상기 검사부는 상기 양단부로부터 각각 수신된 상기 게이트 구동신호를 비교하여 상기 게이트 구동신호의 지연 상태

를 측정하는 것을 특징으로 하는 검사 장 치.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 게이트 구동신호와 다른 전압레벨을 갖는 신호가 상기 패드부를 통해 상기 게이트 라인으로 입

력되는 것을 차단하기 위한 신호 선택부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 검사 장치.

도면

도면1
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集成在用于包括检查装置的LCD面板中的栅极驱动单元是栅极线，并且
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